
 

図 1 導波路干渉計を用いた EPR ビーム生成実験の光学系 
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図 2 実験結果 
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EPR ビームは連続変量の量子情報処理を行う上で必要不可欠な光源である。我々は連続変

量の量子情報処理を行う光回路をチップ上に集積する構想を抱いている。そのためには導波

路素子を使った EPRビームの生成技術の開発が必須である。本研究では複数の導波路干渉計

が集積された光チップを作製し、EPR ビームの生成実験を行った。導波路干渉計は 2 つの方

向性結合器と位相シフターで構成され、透過率可変のビームスプリッター(BS)として機能す

る。まず外部で生成した 2 つのスクイーズド光 (CW、波長 860nm) SQ1と SQ2を BS2(分岐比

50/50)で合波する。次に BS3(分岐比 99/1)にて抽出した 1%の信号光を用いて、SQ1と SQ2の位

相差が 90°となる

ように制御する。

以上の操作で生成

さ れ た EPR1 と

EPR2 は各々BS1、

BS4 (分岐比 50/50)

にてローカルオシ

レーターLO1、LO2

と合波され、バラ

ンス型ホモダイン

測定により検出される。図 2(a)、(b)はスペクトラ

ムアナライザーによる各出力 EPR1 と EPR2 の測

定結果である。(i)はショットノイズ、(ii)、(iii)は

直交位相振幅の各成分によるノイズレベル〈∆�̂�2〉、

〈∆�̂�2〉を表す。(c)の(ii)は各出力における x 成分の

相 関 〈[∆(�̂�1 − �̂�2)]
2〉 、 (iii) は y 成 分 の 相 関

〈[∆(�̂�1 + �̂�2)]
2〉を表す。いずれも無相関時のノイズ

レベル(i)を下回っている。この結果から光チップ

上にて EPR ビームの生成及びホモダイン測定に

成功し、量子相関の存在を確認できたと言える。 
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